








































































































专利名称(译) 超声波探头在显微镜下操作

公开(公告)号 US6641539 公开(公告)日 2003-11-04

申请号 US09/732042 申请日 2000-12-07

[标]申请(专利权)人(译) 广冈KENJI
OHDACHI一郎
TSUTAKI SHINICHI

申请(专利权)人(译) 广冈KENJI
OHDACHI一郎
TSUTAKI SHINICHI

当前申请(专利权)人(译) 奥林巴斯光学有限公司.

[标]发明人 HIROOKA KENJI
OHDACHI ICHIRO
TSUTAKI SHINICHI

发明人 HIROOKA, KENJI
OHDACHI, ICHIRO
TSUTAKI, SHINICHI

IPC分类号 A61B19/00 A61B8/12 H04R17/00 A61B8/00

CPC分类号 A61B8/0841 A61B8/12 A61B8/145 A61B8/4245 A61B8/4422 A61B8/0816 A61B8/4461 A61B8/4483 
A61B8/463 A61B19/52 A61B8/445 A61B19/5223 A61B90/20 A61B90/36

助理审查员(译) 帕特尔MAULIN

优先权 1999349433 1999-12-08 JP
2000354846 2000-11-21 JP

其他公开文献 US20030045768A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

根据本发明的用于微观操作的超声探头主要包括超声探头主体，细长管
状构件和弯曲手柄构件。超声探头主体具有连接到软细长管的远端的换
能器组件，该软细长管从连接器延伸以连接到超声波观察设备，并且具
有安装在其管上的耦合器。换能器组件和管穿过细长管状构件。手柄构
件连接到管状构件的近端，并包括用于将连接器连接到手柄构件的连接
机构，使得连接器可以自由地脱开。
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